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6.

Założenia projektowe

Przedmiotem projektu jest przyrząd do pomiaru współczynnika przepuszczania o geometrii pomiarowej o/d. Do pomiarów wykorzystuje się Luksomierz L-52 firmy SONOPAN, który przystosowany jest do pomiarów  w  kilku zakresach pomiarowych :
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Kula fotometryczna służąca  do pomiaru współczynnika przepuszczania ma dwa otwory pomiarowe, w środku jest  pomalowana biała farbą o współczynniku odbicia 0,9.
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Rys 1.

1 - otwór pomiarowy w który wchodzi strumień świetlny

2 - otwór pomiarowy do pomiaru natężenia oświetlenia za pomocą luksomierza

Jako źródło, założono żarówkę halogenową niskonapięciową LAP-HAB 20W  na napięcie stałe 12 V. Posiada ona żarnik (w postaci skrętki) umieszczony współosiowo z bańką. Źródło mocowane będzie za pomocą oprawki G4. Do zasilania wykorzystany zostanie zewnętrzny zasilacz uniwersalny. Umożliwi to dokładne ustawianie napięcia zasilania i, co za tym idzie, znamionowych parametrów źródła światła. Urządzenie jest przeznaczone do pracy w warunkach laboratoryjnych. Z racji tego przewidziana jest regulacja położenia elementów układu optycznego w celu optymalizacji otrzymywanej wiązki światła. Obudowa będzie wentylowana, wykonana z giętej, czernionej blachy stalowej. Wymiary obudowy należy dobrać w ten sposób, aby odległość ścianki od żarnika źródła nie była mniejsza niż 20 mm. Stopień ochrony urządzenia ze względu na warunki pracy wynosi IP20, urządzenie pracuje w II klasie ochronności.Wielkość produkcji 10 sztuk rocznie.
Układ świetlno-optyczny

Projektowany przyrząd do pomiaru współczynnika przepuszczania jest wyposażony, w soczewkę skupiającą i pomocniczy odbłyśnik sferyczny wykonany z tłoczonej, polerowanej blachy aluminiowej (rys 2.). Żarnik źródła światła jest umieszczony w ognisku zwierciadła i jednocześnie między ogniskiem i płaszczyzną soczewki. Układ został zaprojektowany w taki sposób, aby oświetlić szczelinę kuli fotometrycznej w kształcie okręgu  w punkcie z
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 .Ze względu na konstrukcję zastosowanego źródła światła, będzie ono mocowane poziomo. 
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Rys 1. Schemat układu świetlno-optycznego projektowanego naświetlacza.


O – odbłyśnik; Z – żarnik źródła; S – soczewka skupiająca; Z’ – obraz żarnika.

Jako źródło dobieram żarówkę halogenową niskonapięciową LAB-HAB o następujących parametrach:

napięcie znamionowe: U = 12 [V];

moc znamionowa: P = 20 [W];

czas pracy: T = 3000 [h];


strumień świetlny: 
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 = 340 [lm];
wymiary żarnika: 5,6x1,6 [mm];
średnica bańki: 8,5 [mm];
wysokość żarówki: 31 [mm];
            raster wyprowadzeń: 4 [mm];

trzonek: G4.




Rys 2.
Do źródła dopasowano oprawkę HLDR-GX 5.3 do żarówek z trzonkiem G4/GY6/GU5.3 o następujących parametrach:


dopuszczalna temperatura pracy: t = 240[(C]

dopuszczalna moc zainstalowanego źródła: P = 35 [W];

            napięcie: Un = 24 [V]; 
            prąd: In = 5 [A];
[image: image11.png]e

—
1as




Rys 3.
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Rys 4.

Obliczenia soczewki

Ze względu na niewielkie wymiary żarnika w stosunku do rozpatrywanych niżej odległości, w obliczeniach przyjęto punktowe źródło promieniowania.

Odległości x, y i ogniskową soczewki wiąże zależność:
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Zakładam odległość x = 220 [mm],odległość y = 250[mm] promień soczewki R = 25 [mm].
Po przekształceniu zależności (1), możemy obliczyć ogniskową, jaką musi charakteryzować się soczewka:
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Dobrano soczewkę symetryczną wypukłą firmy Optosigma o ogniskowej:
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Przeliczone wartości y i α (oznaczone odpowiednio y’ i α’) dla rzeczywistej ogniskowej:


Odległość y obliczono przekształcając wzór (1):
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Obliczenia odbłyśnika

Założono, że płaszczyzna czołowa odbłyśnika musi być oddalona od żarnika na odległość d = 60 [mm] (ze względu na dużą temperaturę wokół żarnika).

Obliczam kąt γ:
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Stąd:
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Obliczam wysokość odbłyśnika, wiedząc, że kąt między odcinkiem łączącym krawędź odbłyśnika ze środkiem żarnika a odcinkiem d jest równy γ:
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Obliczam promień odbłyśnika:
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Ze względu na mocowanie odbłyśnika (za pomocą nita) zwiększam wysokość c do 10 mm. Promień zaokrąglam do 61 mm.

Obliczenia minimalnej wielkości szczeliny pomiarowej 1 kuli fotometrycznej( rys.1.):
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Użyte we wzorze oznaczenia zostały objaśnione na (rys.1.)
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Dokumentacja techniczna

Rysunki złożeniowy i wykonawcze zostały dołączone do dokumentacji na oddzielnych arkuszach.

Wykaz elementów znajduje się w tabeli na rysunku złożeniowym.

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Instrukcja obsługi i konserwacji

Urządzenie może pracować jedynie w zamkniętych, suchych pomieszczeniach, przy niewielkim zapyleniu. Ze względu na panującą wokół źródła światła wysoką temperaturę, urządzenie powinno pracować z dala od materiałów łatwopalnych.

Uwaga!

Zainstalowane źródło światła charakteryzuje się dużą luminancją. Zabrania się zdejmowania obudowy bez uprzedniego wyłączenia urządzenia i patrzenia bezpośrednio w obiektyw.
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Rys. 5. Rysunek poglądowy (widok z boku)
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Rys. 6. Rysunek poglądowy (widok układu do mocowania źródła światła)

Urządzenie jest zaprojektowane do współpracy z zewnętrznym źródłem. Do zasilania należy używać zasilacza o stałym napięciu wyjściowym 12 V, o maksymalnym dopuszczalnym prądzie obciążenia nie mniejszym niż 3,5 A. Do podłączenia zasilacza powinno się używać przewodów laboratoryjnych, łącząc je z zaciskami na obudowie oświetlacza (biegunowość bez znaczenia).

W przypadku zużycia źródła światła należy:

- odczekać co najmniej 20 min. od wyłączenia urządzenia;

- odkręcić wkręty mocujące górną część obudowy (oznaczone jako A na rys. 2.) po obu jej stronach;

- zdjąć obudowę;

- ostrożnie wyjąć zużyte źródło światła oznaczone jako D na rys. 3. z oprawki (C);

- w jego miejsce wcisnąć sprawne źródło;

- założyć i przykręcić górną część obudowy.

Uwaga!

W urządzieniu może pracować jedynie żarówka halogenowa o mocy 20 [W] na napięcie 12 [V]. Przy wymianie i czyszczeniu nie wolno dotykać bańki bezpośrednio. W razie dotknięcia należy przetrzeć bańkę żarówki miękką szmatką.

Po każdym montażu źródła światła powinno się wyregulować położenie żarnika i odbłyśnika pomocniczego. W tym celu należy:

- poluźnić wkręt oznaczony jako B na rys. 3.;

- wyregulować położenie żarnika względem osi optycznej wzdłuż niej i względem prostej prostopadłej pionowej do tej osi;

- dokręcić wkręt B;

- poluźnić wkręty oznaczone jako E na rys. 3.;

- wyregulować położenie żarnika wzdłuż prostej prostopadłej poziomej względem osi optycznej;

- dokręcić wkręty E;

- za pomocą szczypiec płaskich wygiąć stopkę w taki sposób, aby żarnik źródła pokrywał się z ogniskową zwierciadła sferycznego i aby oś symetrii pokrywała się z osią optyczną oświetlacza.

W podobny sposób regulowane jest położenie soczewki.
Uwaga!

Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do uszkodzenia urządzenia, olśnienia użytkownika lub porażenia prądem elektrycznym.

Karta katalogowa
Przyrząd do pomiaru współczynnika przepuszczania
Opis   t e c h n i c z n y:

napięcie zasilania

- 12 V

Typ i moc źródła światła
- żarówka halogenowa niskonapięciowa LAB-HAB12V/20W

Klasa ochronności
- II

Stopień ochrony
- IP 20

Kolor  - czarny

Waga – 2,5 kg

Trwałość – 3000 h

Materiał obudowy – blacha stalowa

Uwaga zabrania się montażu urządzenia w zamkniętej obudowie!!! 
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